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摘要(译)

一种有机EL显示装置的显示方法中，准备具有多个像素单元(10)的电路
基板，所述像素单元(10)包括驱动晶体管(T1)和保持电容器(Cs)，使像素
单元(10)所包括的保持电容器(Cs)保持驱动晶体管(T1)的阈值电压，使用
阵列测试器(200)来读出，在属于所述代表电压-辉度特性的中灰度等级域
和高灰度等级域中的任一方的1个灰度等级所对应的信号电压上加上像素
单元(10)的第1修正参数而得到预定的信号电压，将预定的信号电压施加
于驱动晶体管(T1)，使用测定装置(60)测定从像素单元(10)发光的辉度，
求出使测定出辉度变为将所述预定的信号电压输入到代表电压-辉度特性
时所得到的基准辉度的第2修正参数。由此，能够缩短从进行各像素的辉
度测定到求出修正参数为止的测定节拍。
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